
基板品質を評価します

特長

プリント基板表面が導電性物質やイオン残渣で汚染されていると、基板配線や素子のリード
が腐食したり、絶縁不良やマイグレーションを引き起こす原因となります。
OKIエンジニアリングでは、IPC-TM-650 2.3に準拠した基板清浄度などの試験サービスを
提供します。

IPC-TM-650基板品質試験

概要

 基板清浄度の規格試験サービスを提供します
 清浄度の調査のみでなく、故障解析や劣化調査など、様々なニーズにお応えします

詳細はこちら www.oeg.co.jp/env_meas/ipctm650.html

品質検査
IPC-TM-650

IPC-TM-650 2.3とは
電子機器の生産、組立てにおいて、質の高い最終製品を生産し、市場での競争力を維持
するためには、生産工程全体で品質を徹底させる必要があります。

電子回路設計とCAD
IPC-2220series＋7351

ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の素材
IPC-4101,4203＆4104

ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の適性
IPC-6011,6012,6013

ﾌﾟﾘﾝﾄ基板の品質基準
IPC-A-600

半田付け電子機器組立ての要件
J-STD-001

電子機器組立ての品質基準
IPC-A-610

ｹｰﾌﾞﾙ・ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ組み立ての要件と承認
IPC-2220series＋7351

最終製品

出展：IPC（米国電子回路協会）発行「IPC標準」

◎ご依頼が多い試験
2.3.25D 基板清浄度測定（電気伝導度）
2.3.28B 基板清浄度測定（ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ）
2.3.35C ﾌﾗｯｸｽ中のﾊﾛｹﾞﾝ化物含有量測定

IPC（米国電子回路協会）では、電子製品
の設計、購買から組立てにいたるまで、高
い品質と信頼性、一貫性を確保できる標準
（試験方法）を提供しています。
その中で、プリント基板の品質基準につい
て記載されているのが、IPC-TM-650 2.3
規格です。
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前処理

実施例
事例1 IPC TM650 2.3.28 基板清浄度測定（ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ）

事例2 IPC TM650 2.3.35C フラックス中のハロゲン量測定

基板を抽出溶媒と
ともに袋に封入

基板
溶媒

80℃にて1時間抽出 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ
高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ

F－
Cl－

NO2
－

Br－
SO4

2－

PO4
3－

NO3
－

ｱﾆｵﾝ：ﾌｯ素ｲｵﾝ・塩素ｲｵﾝ・
亜硝酸ｲｵﾝ・臭素ｲｵﾝ・
硝酸ｲｵﾝ・ﾘﾝ酸ｲｵﾝ・
硫酸ｲｵﾝ

ｶﾁｵﾝ：ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ・ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ・
ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ・ｶﾘｳﾑｲｵﾝ・
ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ・
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ

有機酸：酢酸ｲｵﾝ・
ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｲｵﾝ・
ｷﾞ酸ｲｵﾝ・
ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ｲｵﾝ・
ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ｲｵﾝ・
ﾘﾝｺﾞ酸ｲｵﾝ・
ｺﾊｸ酸ｲｵﾝ・
ﾌﾀﾙ酸ｲｵﾝ

分析項目

IPC-TM-650 2.3.35C
ﾌﾗｯｸｽまたはﾌﾗｯｸｽを含有するｿﾙﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ等を対象とし、
ﾌﾗｯｸｽ中のﾊﾛｹﾞﾝ量の測定を行います。
塩素ｲｵﾝ(Cl)、臭素ｲｵﾝ(Br)含有量の合計を、塩素(Cl)
含有量(%)に換算した値として報告します。

分析フロー

浸とう抽出

試料（ﾌﾗｯｸｽ）

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ

水層回収

ＰＨ調整

純水

硝酸銀滴定

ﾊﾛｹﾞﾝ量算出
（塩素含有率％）

ｸﾛﾑ酸ｶﾘｳﾑ

ｿﾙﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ等のﾌﾗｯｸｽ含有量、液状ﾌﾗｯｸｽの固形分含有量
は、2.3.34により別途測定します。

IPC-TM-650 2.3.34C
＜ﾌﾗｯｸｽの固形分含有量測定＞
質量を測定したﾌﾗｯｸｽを乾燥機で加熱し、冷却後の質量
との差から固形分含有量を求めます。

IPC-TM-650 2.3.34.1B
＜ﾌﾗｯｸｽ含有量測定＞
質量を測定したｿﾙﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ等のはんだ成分を溶融し、
ﾌﾗｯｸｽ成分と分離し後の質量から含有率を求めます。
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